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Wavelength band
Axial resolution
Lateral resolution
Measurement speed
Measurement frame rate
Imaging depth
Imaging width
Data acquisition and processing
time for 3D OCT imaging

Parameter 

nm 
μm 
μm 

line/sec 
frame/sec 

mm 
mm 

sec 

Unit

1310 
12.0 
17.0 

20,000 
75 

3.0 
15.0 

20 

 
(in air) 
(in air) 
 
(260 line / frame) 
 
 

(260×260×400 voxel) 

Specification

分解能 

測
定
深
度
 

非接触・非破壊・非侵襲
高速・高分解能・広範囲
2D・3D断面計測

システム性能

特　徴

産業用非破壊検査
 ・膜厚（保護膜、塗装膜等）
 ・欠陥（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、樹脂整形品等）
 ・形状（半導体等）
生物学・医学用顕微鏡

用　途

サンテックのOCTsystemは近赤外線の後方散乱光の干渉
を利用することで電子顕微鏡や実体顕微鏡とは異なり可視
域で透明でなくても生体や試料を採取・破壊することなく、
内部構造をリアルタイムに可視化する事が出来ます。また、3
次元撮影も可能です。OCTはX線CT、 MRI、超音波、共焦
点顕微鏡に続く最先端断層測定器で非接触・非破壊・非侵
襲でかつ高速に測定することが出来ます。
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計測ソフト

システム構成
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2D image sample

3D image sample

ヒト（皮膚） ヒト（つめ）

ヒト（角膜、虹彩）オタマジャクシ（アフリカツメガエル）

ヒト（前歯）

オレンジ（表皮）

オタマジャクシ（アフリカツメガエル）

ヒト（前歯）
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測定例


